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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Adresszahler zur Adressierung von synchronen hochfrequenten Digitalschaltungen, insbesondere 
Speicherbauelementen 

@ Die Erfindung betrifft einen Adresszahler, der in Kombi- 
nation mit einem vorhandenen zum Test von Digitalschal- 
tungen dienenden Testgerat zur Adressierung von syn- 
chronen hochfrequenten Digitalschaltungen, insbesonde- 
re von schnellen Speicherbauelementen, dadurch ver- 
wendet werden kann, dass mit in prog ram mierbaren Off- 
setregistern (1-4) bereitgestellten Adressenoffsetwerten 
(a, b, c, d) durch eine Multiplexerschaltung (9, 10) und 
eine Auswahl- und Verknupfungsschaltung (5-8) auf der 
Basis von vom Testgerat (TE) mit niedriger Frequenz par- 
allel zugefuhrten Eingangssignalen (15) sehr flexibel so- 
wohl einfache Adresswechsel als auch AdressprCinge mit 
hoher Taktfrequenz realisiert werden konnen. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betrifft einen Adresszahler in Kom- 
bination mit einem Testgerat zur Adressierung und zum Test 
von synchronen hochfrequenten Digitalschaltungen insbe- 
sondere von Speicherbauelementen, der Spalten- und Zei- 
lenAdresssignale mit der Betriebsfrequenz der Digitalschal- 
tung erzeugt. 

[0002] Beim Produktionstest hochfrequenter Digitalschal- 
tungen wird ein Adresszahler benotigt, der die beim Test 
notwendigen Spalten- und Zeilenadressen erzeugt. Urn die 
Funktionalitat der zu testenden Digitalschaltung zu testen 
und fehlerhafte Schaltungen wahrend der Produktion auszu- 
scheiden, miissen die Adresssignale mit der hohen Betriebs- 
frequenz der Digitalschaltung bereitgestellt werden. Zum 
Beispiel kann bei synchronen DRAMs in jedem Taktzyklus 
eine neue Adresse angelegt werden. 

[0003] Leider liegt die maximale Signalfrequenz der der- 
zeit gebrauchlichen Testgerate oder Testsysteme unter der 
maximal zulassigen Taktfrequenz neuester Hochfrequenzdi- 
gitalschaltungen, insbesondere Speicherbausteine. 
[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Adressgenera- 
tor so anzugeben, dass das bisher fur den Produktionstest 
eingesetzte Testgerat, dessen Signalfrequenz wesentlich 
kleiner als die Betriebsfrequenz des zu testenden Bausteins 
ist, weiterhin fur den Produktionstest von hochfrequenten 
Digitalschaltungen, insbesondere Speicherbausteinen so be- 
nutzt werden kann, dass die Adressierung mit der hohen 
Frequenz der Digitalschaltung durchgefuhrt werden kann. 
[0005] Im vorgeschlagenen die obige Aufgabe losenden 30 
Adresszahler erfolgt das Zahlen der Adressen uber eine Ad- 
dition der Inhalte programmierbarer und/oder fester Offset- 
register zu der jeweils vorliegenden Zeilen- und/oder Spal- 
tenadresse. Der Eingang des Adresszahlers wird vom Test- 
gerat mit niedriger Frequenz angesteuert. Die Auswahl der 35 
Offsetregister ubernimmt eine Auswahl- und Verkniipfungs- 
schaltung, die durch Steuersignale hoher Frequenz ange- 
steuert wird. Am Eingang des Adresszahlers liegt ein Multi- 
plexer, der aufgrund von vom Testgerat bereitgestellten m 
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bausteinen das Risiko, dass Fehler unentdeckt bleiben, da 
die Digitalschaltungen bzw. Speicherbausteine mit der de- 
ren Spezifikation entsprechenden hohen Frequenz adressiert 
werden konnen. 

[0010] Nachstehend wird ein Ausfiihrungsbeispiel des er- 
findung sgernaBen Adresszahlers anhand der blockschalt- 
bildartigen Figur naher erlautert. 

[0011] Der in der Figur gezeigte Adresszahler weist vier 
programmierbare Offsetregister 1, 2, 3 und 4 auf, in die zum 
Beispiel die Inhalte a, b, c und d gesetzt sind. Von einem 
Testgerat TE werden zur Auswahl der Inhalte a-<l dieser vier 
Offsetregister 1-4 m, zum Beispiel acht parallele Eingangs- 
signale 15 mit niedriger Frequenz zugefuhrt, die von jeweils 
einem 4 : 1 Multiplexer 9 und 10 in hochfrequente Steuersi- 
gnale 12, 13 zur Ansteuerung einer aus Multiplexern 5, 6 
und 7 bestehenden Auswahlschaltung umgesetzt werden, 
die die Ausgange a, b, c und d der Offsetregister 1, 2, 3 und 4 
empfangt. Der von den die Auswahlschaltung bildenden 
Multiplexern 5, 6 und 7 ausgewahlte Adressenoffsetwert a, 
b, c oder d wird einem Eingang eines Verknupfungsglieds 8 
angelegt, das zum Beispiel ein Addierer ist. Der Addierer 8 
empfangt an einem zweiten Eingang eine laufende Adresse 
x, y, z von einem Adressenregister 11 und addiert zur laufen- 
den Adresse jeweils den aus einem der Offsetregister 1-4 
stammenden Offsetwert a, b, c oder d. Der Ausgang des 
Adressenregisters 11 fur die laufende Adresse bildet gleich- 
zeitig den Hochfrequenz-Adressierausgang 16 zur zu testen- 
den Digitalschaltung DUT, zum Beispiel zu einem zu testen- 
den synchronen DRAM. Auf diese Weise konnen die mit 
dem Adresszahler erzeugten Adressensignale mit der Be- 
triebsfrequenz der Digitalschaltung, insbesondere des Spei- 
cherbausteins bereitgestellt werden, obwohl die vom Test- 
gerat TE stammenden niederfrequenten Eingangssignale 15 
eine viermal geringere Frequenz haben. 
[0012] Da die Offsetregister 1-4 bevorzugt frei program- 
mierbar sind, konnen mit ihnen sehr flexibel sowohl einfa- 
che Adressenwechsel (sukzessives Hochzahlen) als auch 
Adresssprunge mit hoher Taktfrequenz realisiert werden. 
Eine Programmierleitung 14 fuhrt die in die Offsetregister 



niederfrequenten Eingangssignalen n Steuersignale hoher 40 1-4 zu setzenden Daten, zum Beispiel vom Testgerat TE, zu 



Frequenz erzeugt. Der Faktor der Frequenzvervielfachung 
ergibt sich aus dem Verhaltnis der Anzahl m der Eingange 
zur Anzahl n der zur Auswahl der Offsetregister benotigten 
Steuersignale. 

[0006] Mit Hilfe frei programmierbarer Offsetregister 45 
konnen sehr flexibel sowohl einfache Adressenwechsel (in- 
krementieren oder dekrementieren von Adressen) als auch 
Adressensprunge mit hoher Taktfrequenz realisiert werden. 
[0007] Der vorgeschlagene Adresszahler ist bevorzugt als 
eine vom Testgerat separate Halbleiterschaltung realisiert, 50 
die zwischen dem Testgerat und der zu testenden Digital- 
schaltung (insbesondere dem Halbleiterspeicherbaustein) 
geschaltet wird. Somit konnen mit dem erfindungsgemaBen 
Adresszahler aus m vom Testgerat zur Verfugung gestellten 



[0013] Es ist zu bemerken, dass das in der Figur darge- 
stellte Ausfiihrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen 
Adresszahlers lediglich beispielshaft eine Frequenzvervier- 
fachung und eine Auswahl aus vier Offsetregistern reali- 
siert. Ein derartiger Adresszahler kann in Form einer Halb- 
leiterschaltung realisiert werden, die zum Beispiel ein Teil 
eines zwischen einem Testgerat und einem Speicherbaustein 
geschalteten, vom Testgerat separaten, Halbleiterschaltkrei- 
ses ist, auch BOST (Build Outside Self Test) genannt. Die- 
ser kann mit dem erfindungsgemaBen Adresszahler beste- 
hende Testgerate, die nur eine unzureichende zeitliche Ge- 
nauigkeit und im Vergleich mit den zu testenden Digitalbau- 
steinen, insbesondere Speicherbausteinen, nur eine geringe 
Taktfrequenz haben, so "veredeln", dass damit eine sehr fle- 



Eingangssignalen niedriger Frequenz Adresssignale hoher 55 xible und in der Reihenfolge beliebig programmierbare 



Frequenz generiert werden, 

[0008] Auf diese Weise laBt sich zur Generierung von 
Adresssignalen, die zur Ansteuerung hochfrequenter Digi- 
talschaltungen, insbesondere Speicherbausteine benotigt 
werden, anstelle eines hochfrequenten und teuren Testsy- 
stems ein niederfrequentes Testsystem oder -gerat benutzen, 
dessen mit niedriger Frequenz zur Verfugung gestellte m 
Test-Adresssignale mit Multiplexern hochfrequent seriali- 
siert werden. 

[0009] Der erfindungsgemaBe Adresszahler erspart den 65 
Ankauf neuer teurer Hochfrequenztestsysteme und vermei- 
det bei dem Test hochfrequenter Digitalschaltungen insbe- 
sondere von mit hoher Taktfrequenz betriebenen Speicher- 



Adressengenerierung fur die zu testenden Digitalschaltun- 
gen erreicht wird. 

[0014] Nach dem oben Gesagten ermdglicht der erfin- 
dungsgemaBe Adresszahler, dass ein preiswertes, bereits 
60 vorhandenes, niederfrequentes Testgerat fur einen dennoch 
zuverlassigen Test durch Adressierung von hochfrequenten 
Digitalschaltungen verwendet werden kann. 

Bezugszeichenliste 



1-4 Offsetregister 
5-7 Auswahlschaltung 
8 Verknupfungsschaltung 
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9, 10 Multiplexer 

11 iaufendes Adressregister 

12, 13 Steuerleitung zur Offsetauswahl 

14 Programmierleitung 

15 niederfrequente Eingangssignale vom Testgerat TE 5 

16 hochfrequente Ausgangsadressen zur zu testenden Digi- 
talschaltung DUT 

Patentanspriiche 

10 

1. Adresszahler in Kombination mit einem Testgerat 
(TE) zur Adressierung und zum Test von synchronen 
hochfrequenten Digitalschaitungen, insbesondere 
Speicherbauelementen, der Spalten- und Zeilenadres- 
sen mit der Betriebsfrequenz der Digitalschaltung 15 
(DUT) erzeugt, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Adresszahler aufweist: 

n programmierbare und/oder feste Offsetregister (1—4) 
zur Speicherung von n AdressenofFsetwerten (a, b, c, 
d), 20 
eine mit den Ausgangen der Offsetregister (1-4) ver- 
bundene Auswahl- und Verknupfungsschaltung (5-8) 
zur steuerbaren Auswahl der in. den Offsetregistem 
(1—4) gespeicherten Adressenoffsetwerte (a, b, c, d) 
und Erzeugung von hochfrequenten Ausgangsadressen 25 
(16) fur die zu testende Digitalschaltung (DUT) und 
eine die Auswahl- und Verknupfungsschaltung (5-8) 
steuernde Steuerschaltung (9, 10), die von dem Testge- 
rat (TE) m niederfrequente Eingangssignale (15) emp- 
fangt ;und daraus n hochfrequente Steuersignale (12, 30 
13) fur die Ansteuerung der Auswahl- und Verknup- 
fungsschaltung (5-8) und die Auswahl der Adressen- 
offsetwerte (a, b, c, d) der Offsetregister (1-4) erzeugt. 

2. Adresszahler nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass vier Offsetregister (1-4) und als die 35 
Steuerschaltung zwei (4 : 1)-Multiplexer (9, 10) zur 
Frequenzvervierfachung und Auswahl von vier in den 
Offsetregistem (1-4) gespeicherten Adressenoffset- 
werten (a, b, c, d) vorgesehen sind. 

3. Adresszahler nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 40 
kennzeichnet, dass die rn niederfrequenten Eingangssi- 
gnale (15) vom Testgerat (TE) parallel bereitgestellt 
werden. 

4. Adresszahler nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass er als eine vom 45 
Testgerat (TE) separate Halbleiterschaltung realisiert 
ist, und dass die Offsetregister (1-4) vom Testgerat 
(TE) programmierbar bzw. ladbar sind. 

5. Adresszahler nach einem der vorangehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass er Teil eines 50 
zwischen das Testgerat (TE) und die zu testende Digi- 
talschaltung geschalteten und dieser raumlich und 
funktionell zugeordneten Halbleiterschaltkreises 
(BOST) ist. 

6. Verwendung des Adresszahlers nach einem der vor- 55 
angehenden Anspruche fur einen parallelen Test einer 
Anzahl hochfrequenter synchroner DRAM-Bausteine, 
wobei jedem DRAM-Baustein ein sole her Adresszah- 
ler zugeordnet ist und alle Adresszahler von demselben 
Testgerat (TE) angesteuert werden. 60 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



65 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Off en I eg u ngstag : 



DE 100 34 897 A1 
G11C 29/00 

31. Januar 2002 



CD 




Docket # 49 &Jz /IUT-?qi3 

Applicant:. 



Lerner and Greenberg, P.A. 

Post Office Box 2480 
Hollywood, FL 33022-2480 
Tel: (95^)925-1100 Fax: (954)925-1101 



